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論文内容の要旨

本論文は2次元近接場光学顕微鏡コンビュ｢タシミュレーションに関して

あり,顕微鏡の誘電体プローブ先端部以外を金属コーティング施した開口プ

開口プローブ)と開口のない誘電体ブロープ(以下,誘電体プローブ)を用い

ぞれシミュレーションについて述べている.シミュレーション手法は従来の

式では積分路が無限長のため解析が困難であるモデルに対して,導波モード

分方程式を用いることで数値解析可能な手法を提案している.得られた出力

体プローブによる出力像より開口プローブによる出力像の方が観測物体細j

おり,このことから開口プローブを用いることの有効性を示唆している.

また観測物体とブロープ近傍の光強度分布を求めており,この結果からは

顕微鏡の物理過程が容易に理解することが可能となっている.

第1章では近接場光学の背景を述べ,近接場光学回路のためのCAD(コンビ
劃▲ヽ′【.♪′ヨ右▲月一■卜.ゝ世

_膿
｢■ Jで J▲ レー∠



第3車では,導波モード分離型境界積分方程式の導出について述べている.頻

を用いて数値解析するにあたり,従来の境界積分方程式では,無限長積分路,却

で伝播する電界のため,数値解析が困難であるモデルに対して,導波モード分廊

分方程式を導出することにより,1無限長積分路を有限長として考えることが可1

数値解析可能なモデルとなることを述べている.

第4章では,シミュレーション結果を報告しており,誘電体ブロープ,閲甘

用いた近接場光学顕微鏡の観測物体が複数個の誘電体の場合と複数個の金属云

でのそれぞれの出力像を報告している.これらより,誘電体プロはプよりも開l

を用いた方が,出力画像において分解能が向上していることを示している.

またプローブの観測物体近傍の光強度分布を求めており,これからは,近接j

鏡の物理過程を容易に理解することができることを示している.

最終第5章では,本論文の結論を示した上で,近接場光学顕微鏡シミュレーミ

来展望について述べている.

論文審査結果の要旨

本論文は2次元近接場光学顕微鏡コンピュータシミュレーションに関して述■

ある.本論文で述べている解析手法は従来の境界積分方程式では積分路が無限｣

析が困難であるシミュレーションモデルに対して,導波モード分離型境界積分フ

いることで数値解析可能なものにしている.この手法は基礎理論として精度おく

が高いものと認められる.シミュレ匝ション内容においては,誘電体プロMブ5

を金属コーティング施した開口プロ匝ブ(以下,開口プロ…プ)と,開口のない言

-プ(以-F,誘電体ブロープ)を用いた場合のそれそれシミュレ』一ションしていj
た出力像からは誘電体プローブによる出力像より開口プロ帥ブによる出力像¢

物体を細かく検出しており,このことから開口プローブを用いることの有効性弓

いる.この結果についての実験的報告は多数されているが,数値解析による精華

きわめて少なく興味深い.

また観測物体とプローブ近傍の光強度分布を求めており,この結果からは,丑

顕微鏡の物理過程が容易に理解することが可能となっている.

総合して,本論文は近接場光学回路のためのC畑システム開発において多く`
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最終試験結果の要旨

提出された学位論文を熟読し,その内容が工学的にも学術的にも高い価値を有すると判

断した.また,公聴会後に学位論文に関する口頭試問を行い,工学的な知識はもちろん数

値解析,情報処理,電磁気学に関する試問をしたが,論文提出者はそれらの試問に的確に

答えていた.これらのことから論文提出者は学位を授与するに十分な専門的知識を有して

いると判断できる.

以上の理由により最終試験を合格と判定した.


